Posudek vedouciho diplomové prace

Autor diplomové prace: Luka$§ Strizik, BSc.

Diplomova préce: ,,Chalkogenidova skla systému Ge-Sb-Te*

Diplomova price, vypracované bakalafem Luka$m StiiZikem, je zaméfena na piipravu,
charakterizaci novych materialti a jejich potencialni aplikaéni moZnosti jako ,,phase-change*
paméti, které se komeréné vyuzivaji napt. v DVD-RAM médiich a ptedstavuji potencialni
aplikace i v elektricky indukovanych pamétech, kterymi jsou napf. flash disky.

V predkladané praci bylo studium zaméfeno na tii sloZzeni materiali Ge-Sb-Te
systému, a to konkrétn€ Ge,Sby:4Tes, kde x = 0 nebo 0,3 nebo 4,2. Materialy byly pfipraveny
ve form€ amorfnich tenkych vrstev z ter¢ikii uvedenych sloZeni metodou magnetronového
napraSovani v Ar plazmé na tfi typy substratii — mikroskopické podlozni skla, kiemenna skla a
monokrystalicky kiemik.

U pfipravenych vrstev byly mikroanalyzou EDX meétfeny chemickd homogenita,
kvalitativni a kvantitativni slozeni, XRD analyzou mél byt prokdzan amorfni stav. Déle byly
zkoumény optické vlastnosti metodou UV-Vis-NIR spektroskopie, spektroskopickou
elipsometrii s proménnym thlem VASE a elektrické vlastnosti méfenim elektrického plosného
odporu ¢tyfbodovou sondou metodou dle van der Pauwa.

Diskutované vysledky poukazuji na fakt, Zze vzhledem k omezeni danému depoziéni
technikou nebylo mozné pripravit stejné tloustky tenkych vrstev pro rizna sloZeni, ¢imz
mohou zanikat informace o zmeéné nékterych optickych vlastnosti v zavislosti na sloZeni.
Ovsem na druhé strané prace poskytuje data o popisu depoziéniho procesu pro systémy Ge-
Sb-Te, coZz je pro jejich dal$i studium klicova informace. Pfipravené tenké vrstvy maji
pravdépodobné mensi hustotu, jak nasvédCuji data ze spektrdlni zavislosti indexu lomu
v konfrontaci s pfislusnou literaturou. Moznym vysvétlenim je implantace zbytkovych plyni
z depoziéni aparatury do tenkych vrstev béhem procesu naprasSovani. Tato skutecnost se proto
muZe odrazet ve vétsi ¢i mensi mife také v dalSich optickych a elektrickych vlastnostech
(napt. opticka Sitka zakézaného pasu, trasmitance, reflektivita, plosny elektricky odpor).

Skenovaci elektronova mikroskopie SEM prokazala, Ze Cerstvé napraSené tenké vrstvy
jsou pii daném zvétseni na povrchu chemicky homogenni. Zaroven byly pofizeny snimky
vzorkl po méfeni teplotni zavislosti plosného elektrického odporu, na nichZ byla pozorovana
krystalicka faze.

Z EDX mikroanalyzy byly patrné tendence v obohacovéni tenkych vrstev o Ge a

ochuzovani o Te srostoucim depoziénim uhlem, coZ pravdépodobné souvisi s atomdrni



hmotnosti jednotlivych elementld a sile chemickych vazeb atomu v tertiku, které jsou u
chalkogenidovych systémt Ge-Sb-Te velmi podobné.

Rentgenovou difrakéni XRD analyzou byl prokazan amorfni stav studovanych vzork.

Metodou UV-Vis-NIR spektroskopie byla zméfena spektra optické propustnosti
studovanych vzorki tenkych vrstev

Z diplomové prace vyplyva, ze zavislost vlastnosti je ovlivnéna fadou faktort
(tloustka tenkych vrstev, slozeni, struktura, depozi¢ni proces, apod.), a proto nelze
jednoznaéné tvrdit, ¢im byly vlastnosti a s jakym prispévkem ovlivnény.

Pro aplikace uvedenych systému jako ,,phase-change” paméti je nutné zlepsit vakuové
cerpani depozi¢niho systému a dal$i studium, zejména optickych a elektrickych vlastnosti
krystalovych analogl, kinetiky fazovym pifemén ,krystalicky-amorfni“ stav, pocet cykla
zapis/vymaz a tepelnou odolnost i ¢asovou stalost danych materiald.

Diplomova prace reflektuje aktualni tematiku, kdy rozvojem dnes$ni spolecnosti
stoupaji poZadavky na efektivni a rychly pfenos a uchovavani dat. Proto je kladen velky dlraz
na vyzkum a vyvoj souvisejici s uvedenymi aplikacemi, zejména se jednd o technické

discipliny jakymi jsou optoelektronika, elektronika, optika a telekomunika¢ni technologie.

Bakalai Lukas Sttizik bude presentovat vvsledky své prace formou posterového sdéleni na 62.
siezdu chemickych spoleénosti 28.-30. 2010 v Pardubicich:

L. STRIZIK, . GUTWIRTH, T. WAGNER, P. BEZDICKA, M. VLCEK, M. FRUMAR,
THIN FILMS FROM Ge-Sb-Te TERNARY SYSTEM PREPARED BY RF MAGNETRON
SPUTTERING.

Autor vykonal velky objem experimentalni prace a prokazal schopnost zhodnotit ziskané
vysledky i kritické védecké prace. Zadani diplomové prace bylo splnéno.

Diplomovou praci a jeji zpracovani hodnotim znamkou vyborné.
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